
Назив предмета: Испитивање материјала расејањем зрачења 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Капор Ј.Агнеш 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: 
Циљ предмета 
Увођење студената у област карактеризације материјала применом дифракционих метода. 
Исход предмета  
 
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене  
-   Опште способности: Студенти се упознају са технологијама испитивања материјала расејањем зрачења. 
-   Специфичне способности: Поједине технологије биће детаљније разрађене па ће то знање касније бити могуће 
применити и у пракси. 
 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Појава дифракције. Веза између дифракционе слике и размештаја молекула. Дифракција и Брагова једначина. 
Реципрочна решетка. Одређивање кристалног система, параметара елементарне ћелије кристала, броја 
стехиометријских јединица, просторне групе. Експерименталне методе анализе кристалне структуре (Метод 
обртног монокристала, Wеissenbergov метод, метод праха). Експерименталне основе дифракције (X-зрака, 
електрона, неутрона, синхротронског зрачења): монохроматизација зрачења, регистровање расејаног зрачења, 
поправке на поларизацију и апсорпцију, нормирање интензитета. Експерименталне технике за дифракциона 
мерења: дифракција на монокристалу, метода дифракције на прашкастом узорку, мерење на ниској и високој 
температури. Расејање атома и групе атома. Структурни фактор. Веза између интензитета расејаног зрачења и 
структурног фактора. Фазни проблем. Веза између електронске густине и структурног фактора (Фурије 
трансформ). Пробна структура и R-фактор. Методе решавања фазног проблема (метод тешког атома, метод 
изоморфне замене, директни метод). Утачњавање структуре (метод Фурије, метод најмањих квадрата, метод 
диферентне Фурије синтезе). Примена дифракције X-зрака, неутрона и синхротронског зрачења за анализу 
поликристалних материјала. Квалитативна и квантитативна анализа кристалних компоненти. Анализа величине 
кристалита. Анализа полимерних материјала и течних кристала расејањем на малом углу. Испитивање структуре 
нанокристалних и аморфних материјала и течности. Одређивање функције расподеле електронске густине 
Радијална функција расподеле међумолекулске електронске густине. 
Практична настава  
Примена одабраних метода дифракције на карактеризацију структуре материје. 
Израда и јавна одбрана семинарских радова који прате и  допуњују програм наставе. 
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Број часова  активне наставе  предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 6 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава се изводи коришћењем савремених метода презентације, уз активно учешће студената, а 
практична настава обухвата лабораторијске вежбе и израду и презентацију семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Практична настава 25 поена, Семинар 45 поене (рад и одбрана), Писмени испит 30 поена 
 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 


